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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
CIRCUITS INTEGRES

Vingt et uniéme partie: Spécification intermeédiaire
pour les circuits intégrés a couches
et les circuits intégrés hybrides a couches

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerng

Ps par des

Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités natic expriment
Hans la plus grande mesure possible un accord internatignal sur

2) Ces décisions constituent des recommandations in bs par les

Comités nationaux.

3) Pans le but d’encourager l'unification in ationa : prime le voeu que tous les Comitélnationaux

pdoptent dans leurs régles nationales [e e _de B andation de la CEl, dans la mespre ou les

: 1 R ontre la recommandation de la CEl ¢t la régle

&tre indiquée en termes clairs flans cette

La
d’'B miconducteurs.
Ce
cirg

Régle des Six Mois Rapport de vote

otds-Comité 47A: Circuits intégrés, dy Comité

intermédiaire pour les circuits intégrés a couches et les
es, dans le domaine du Systéme CE! d’assurance de la

A7ABC 8 4TA(BC)219

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote

ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CEI d’assurance de la qualité des composants

électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
INTEGRATED CIRCUITS

Part 21: Sectional specification for
film integrated circuits and
hybrid film integrated circuits

FOREWORD

5 on
y as

1) The fo
which
possib

2) They I[ pnal
Comm

3) in ord tees
should will
permit , as
far as

This stapdard has been prepate 5 mitiee 47A: Integrated circuits, of IEC Tech-

nical Committee No. i eVice

This st jcation for film integrated circuits and hybrid film

integrat C Quality Assessment for Electronic Componegnts

(IECQ).

The text rd is\based on the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting
47A(CO)181 47A{CO)219

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Eiectronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMIC'OND’UCTEURS
CIRCUITS INTEGRES

Vingt et uniéme partie: Spécification intermédiaire
pour les circuits intégrés a couches
et les circuits intégrés hybrides a couches
sur la base des procédures d’homologation

Domaine d’application et objet

1.

Domaine d’application

Ceftte spécification intermédiaire s’applique aux circuits integré circuits
intpgrés hybrides & couches, en tant que produits catalogue emande,
dopt la qualité est garantie sur les bases de procédures d’hon

1.2 Objet

L'gbjet de cette spécmcatlon est de prescrlre d tielles pour les valeurs
li néthodes
dra illser dans
le intégrés

hy

ans les spécifications particyliéres se
1 8tre d’'un niveau égal ou supérieur a
gs elles se référent, des niveaux jnférieurs

suliéres cadres sont associées a cette spégification,

b spécification particuliére cadre, complétée ¢conforme-

o $pécification, constitue une spécification particyliére. De
iéres dowent étre utilisées pour I'octroi de 'homologation des
réle de la

Publication 63 (1963): Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

Modification 1 (1967).
Modification 2 (1977).

Publication 748-20 (1988): Dispositifs & semiconducteurs - Circuits intégrés, Vingtiéme

partie: Spécification générique pour les circuits intégrés a
couches et les circuits intégrés hybrides a couches.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
INTEGRATED CIRCUITS

Part 21: Sectional specification for

film integrated circuits and
hybrid film integrated circuits

on the basis of qualification approval procedure

1 Scope and object

1.1  Scope

cirouits,
assessed

1.2 Object

istics, to
methods
for film in

Test se
sectionaa:L

perform

on the basis of Qualification Approval.

gs and character-
and measunf\g

om this specification.

pecifications referring to this

orformance level,

as
ail

Publication 63 (1963):

Publication 748-20 (1988):

Preferred number series for resistors and capacitors.
Amendment 1 (1967).
Amendment 2 (1977).

Semiconductor devices - Integrated circuits, Part 20: Generic
specification for film integrated circuits and hybrid film
integrated circuits.

because lower -


https://iecnorm.com/api/?name=a72292c3b3436aaa08d7c12c80ce5cfe

-8- 748-21 © CEI

2.2 Valeurs limites et caractéristiques préférentielles

Les valeurs préférentielles des tensions et des courants sont données dans la Publication
747-1 de la CEI; pour les résistances et les condensateurs, les valeurs préférentielles sont
données dans la Publication 63; pour les circuits construits & la demande, on peut choisir
toutes les valeurs et toutes les tolérances.

2.3 Informations & donner dans la spécification particuliére

Les spécifications particulidres doivent provenir de la spécification particuliére cadre appli-
cable.

ieures |a celles
Jes sont
intrpduites, elies doivent étre détaillées dans la spécification par es dans

le grogramme d’essais par exemple par un astérisque.

odité sous

Leg informations suivantes doivent étre données’dans chaque uliére et
les appr spécifi-
catlon intermédiaire.

Chaque spécification particuliere doi i g : pour les

corltrdles lot par lot et essais pérjodiques) Elle deit comprendre au minimum leg essais
app ‘

2.3|1 Dessin d’encoin

Un¢ représentati jtre et le
comparer ay ffectent
I'inlerchangeabilité liculiére.
Toutes les dime

Leg valeufs numérique i geur, la
hat < ej, le dia-
mé

Si npécessaire
les| dimensions
soys-le‘dessin.

par exemple lorsqu’une spécification particuliére couvre plusieurs (boitiers,
gt leurs tolérances associées doivent étre présentées dans un| tableau

Quand la configuration est différente de celle décrite plus haut, la spécification particuliére
doit préciser les informations dimensionnelles pour décrire correctement le circuit.

2.3.2 Montage

La spécification particuliére doit prescrire la méthode de montage pour une utilisation
normale et pour I'application des essais mécaniques. La conception du circuit peut étre
telle que des systémes spéciaux de montage peuvent étre exigés pour son utilisation.
Dans ce cas, la spécification particuliére doit les prescrire et ils doivent étre utilisés pour
les essais mécaniques.


https://iecnorm.com/api/?name=a72292c3b3436aaa08d7c12c80ce5cfe

748-21 © IEC -9-

2.2 Preferred ratings and characteristics

Preferred values of voltages and currents are given in IEC Publication 747-1; for resistors
and capacitors preferred values are given in IEC Publication 63; for custom-built circuits,
any values and tolerances may be chosen.

2.3 Information to be given in a detail specification

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail specification.

Detall specifi

NOTE be

preserijted in tabular form.

ted
ignal

The follgwing information shall be given in each detail
shall preferably be selected from those given in the
specification.

Each d Lby-
lot insp iven
in this s

2.3.1 Qutline drawing and di

There shall be an illustrati ari-

son of the circuit with fect
interch geabilit . | All
dimensipns shall be state

Normall dy,
and the nd

When 3 gf is
covered, the dim sions and their associated tolerances shall be placed in a table bglow
the drawing.

When the configuration is other than that described above, the detail specification shall
state such dimensional information as to adequately describe the circuit.

2.3.2 Mounting

The detail specification shall prescribe the method of mounting to be applied for normal
use and for the application of the mechanical tests. The design of the circuits may be such
that special mounting fixtures are required in its use. In this case, the detail specification
shall prescribe the mounting fixtures and they shall be used in the application of the
mechanical tests.
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2.3.3 Sévérités pour les essais climatiques et de robustesse mécanique

La spécification particuliére doit spécifier la méthode d’essai et les sévérités appropriées
choisies dans la section 4 de la spécification générique.

2.3.4 Marquage

La spécification particuliére doit spécifier le contenu du marquage sur le circuit et sur
'emballage primaire. Les différences par rapport au paragraphe 2.6 de la spécification
générique doivent étre données avec précision.

2.375—fnfefma#eﬂs-peur—la-cammande

La|spécification particuliére doit indiquer que les informations suiy Iées pour
la gommande des circuits:

2) le numéro de la spécification particuliére avec la ré > e niveau
d’assurance (s'il y a lieu);

3) la fonction du circuit (s’il y a lieu);

4) les caractéristiques fonctionnelles fondg (sily a
lieu).
2.3.6
L alement
nl , dessins
et
3
Vd
3.
Pouries is\d’eR anée de la qualité, une association peut étre utilisée si Iessai d'un

ne au moins le méme niveau de qualité pour les autres types qui lui

Lé contréleur du fabricant doit déclarer, avec I'accord de 'ONS, le plan d'agsociation
uzlise dans son usine et le choix du ou des types représentatifs pour chaqye groupe
d’association.

Pour ia procédure d’homologation, deux ou plusieurs circuits peuvent étre considérés
comme associables et donc le nombre de spécimens exigé pour un essai doit étre choisi
dans la production de I'ensemble, s'ils ont le méme type de fonction, utilisent les mémes
régles de conception, matériaux, procédés et méthodes (par exemple: une série
d'atténuateurs A couches épaisses a celiules en T utilisant la méme catégorie d’encre, ou
des convertisseurs numériques/analogiques & couches minces utilisant le méme matériau
de couche et la méme série de composants rapportés provenant du méme fournisseur).
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2.3.3 Severities for environmental tests

The detail specification shall prescribe the appropriate method of testing and the appro-
priate severities selected from section 4 of the generic specification.

2.3.4 Marking

The detail specification shall prescribe the content of the marking on the circuit and on the
primary package. Deviations from subclause 2.6 of the generic specification shall be
specifically stated.

2.35
The detail specification shall prescribe that the following informatio i en
ordering
1) ci
2) n (if
appropriate);

3) fulction of the circuit (if appropriate);

4) basic functional characteristics with toleranc

2.3.6 A
The detqil specification may mclude infor i i be
verified by the inspection proc it diagrams, , i es

needed fpr clarification.

3 Qual

3.1

type(s) from each structurally similar group.

For the qualification approval procedure, two or more circuits can be considered struc-
turally similar, and thus the required numbers of specimens for a test shall be selected
from the combined production, when they have the same function type, use the same
design rules, materials, processes and methods (for example, a range of T-cell thick-film
attenuators using the same line of inks; or thin-film D/A convertors using the same film
material and same film material and same added components from the same supplier).


https://iecnorm.com/api/?name=a72292c3b3436aaa08d7c12c80ce5cfe

-12- 748-21 © CEI

Pour I'examen visuel, le marquage, les dimensions, I'étanchéite, la soudabilité, la robus-
tesse des sorties, une encapsulation identique est la seule condition exigée. Des boitiers
vides et/ou des piéces non conformes électriquement peuvent étre utilisés.

3.2 Homologation

Les procédures pour les essais d’homologation sont données dans le paragraphe 3.5 de
la spécification générique.

Les programmes d'essais & utiliser pour les essais d’homologation sur la base des essais
lot par lot et périodiques sont donnés dans les tableaux 2 et 3 de la spécification parti-
cyliere cadre.

La procédure pour 'homologation sur la base du programme ¢ ais échantilions
d'bffectif fixe est donnée au tableau 1.

L¢s tableaux pour Fhomologation (programme d’essais p 2 effectif fixe) et
IeIcontréle de la conformité de la qualité (essais lot pa \ is pé es), pris
efisemble, prescrivent le programme d’essai minimt nis.

LI fabricant peut choisir le niveau d'assura mais il ne

péut livrer les produits que de la fagon su

utilisé pour
ptation des produits
K,LouM

LouM
M

Niveau d'assurance

y d’assurance de ses produits par des essais complé-
NS il peut passer & un niveau inférieur sans autre essai
@ la période en cours.

ajire exigé pour des applications spécifiques doit étre donné dans
uliére.

-

njque-applicabtes doivent étre données dans la spécification particuliére.

rs limites-élecjriques aprés essai pour les essais climatiques et de robustesse méca-

3.2.1 Homologation (procédure pour échantillons d’effectif fixe)
3.2.1.1  Echantillonnage

L'échantilion doit étre représentatif de la gamme des circuits pour laquelle I'agrément est
demandé. L'effectif de I'échantillon et le critére d’acceptation dépendent du niveau
d'assurance demandé et sont détaillés dans le tableau 2.

Quand les groupes supplémentaires sont introduits dans le programme d'essais, le
nombre de circuits exigés pour le groupe «0» doit étre augmenté du méme nombre de
piéces que celui exigé pour les groupes supplémentaires.
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For visual examination, marking, dimensions, sealing, solderability, robustness of termin-
ations, the only requirement is an identical envelope. Empty packages and/or electrical

rejects may be used.
3.2 Qualification approval

The procedures for Qualification Approval testing are given in subclause 3.5 of the generic
specification.

The schedules to be used for qualification approval testing on the basis of lot-by-lot and
periodic testing are given in tables 2 and 3 of the blank detail specification.

The profedure for qualification approval on the basis of the fixed sam ize edule is
given in(table 1.
The tables for qualification approval (fixed sample size schedule uality confermance
inspectipn (lot-by-lot and periodic tests) collectively /prescr ini test
programyme on completed circuits.
The mahufacturer may select which assessment level K » i but
may release products only as follows:

Assessment level)
A man the
relevan‘F est-
ing unti
Any ajd' iona requi or specific applications shall be prescribed in the detail
specifigati
The polst-test electrical limits for the relevant environmental tests shall be prescribed in
the de‘t)Fil specification.

3.2.1 Qualification approval (fixed sample size procedure)
3.2.1.1  Sampling

The sample shall be representative of the range of circuits for which approval is required.
The size of the sample and the criterion of acceptability depend on the assessment level
which is claimed and are detailed in table 2.

When additional groups are introduced into the test schedule, the number of circuits
required for Group "0" shall be increased by the same number as that required for the
additional groups.
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3.2.1.2 Essais

Les séries complétes d’essais spécifiés dans le tableau 1 sont exigées pour 'homologation des
circuits couverts par une spécification particuliére. Dans chaque groupe les essais doivent étre
exécutés dans l'ordre donné.

L’échantillon complet doit subir les essais du groupe «0» et ensuite étre réparti dans les autres
groupes.

Les circuits défectueux au cours des essais du groupe «0» ne doivent pas étre utilisés
dans les autres groupes.

«Un dispositif défectueux» est compté lorsqu'un circuit n'a pas s totaLité ou a

ung partie des essais d'un groupe.

e pas le
he ou sous-groupe et

L'hpmologation est accordée lorsque le nombre de disposj
nombre spécifié de dispositifs défectueux autorisé pour cha
le pombre total de dispositifs défectueux autorisé.

Q@

que gu
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3.2.1.2 Tests

The complete series of tests specified in table 1 is required for the approval of circuits
covered by one detail specification. The tests in each group shall be carried out in the
given order.

The whole sample shall be subjected to the tests of Group "0" and then divided for the
other groups.

Circuits found defective during the tests of Group "0" shall not be used for the other
groups.

"One deflective device" is counted when a circuit has not complied with the whole ora pJart
of the tests of a group.

The approval is granted when the number of defective devige he
S he

total number of permissible defective devices.

Q@
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Tableau 1 - Programme d’essai pour procédure d’homologation

L’effectif de P'échantillon et les critéres d'acceptation sont détaillés pour chaque niveau
d’assurance dans le tableau 2.

NOTE - Les numéros de paragraphes correspondent a la section 4 de la spécification générique.

Numéros des paragraphes, D ou Conditions d'essais Exigences
essais et séquences d'essais ND de contréle
Grodpe 0 ND

Soug-groupe 01
4.3. Examen visuel interne avant
encapsulation

Soug-groupe 02a
4.3.2 Examen visuel externe et
examen du marquage

Soug-groupe 02b
4.3.3 Dimensions

Soug-groupe 03 (Note 7)
4.5.16 Inflammabilité induite (pour
information uniquement)

ND
A
AN KQ
/1
Soug-groupe 04 (Note 1) w \)
459 Etanchéité <\ (\
N

Soug-groupe 05
4.4.1 jeti

Soug
4.4.1

Groupe 1 Swte 1) (Note 2)
Mesyres initiales D/ND 4.4.11: Sous-groupe 05

4.5.4 Vibrations, balayage de fréquence
6

4.5.7 Accélération constante
ou (Note 3)

455 Chocs et

457 Accélération constante

Mesures finales 4.59: Etanchéité

4.411: Sous-groupe 05

Pour les notes, voir la page 18.
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Table 1 - Test schedule for qualification approval procedure

-17 -

Sample sizes and acceptance criteria are detailed for each assessment level in table 2.

NOTE - Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

Sub-group 01
4.3.1 Hrecap visual examination

Clause numbers, tests Dor . Inspection
and test sequences ND Test conditions requirements
Group 0 ND

Sub-group 02a
43.2 xternal visual examination

nd marking
Sub-groyp 02b
433 imensions

Sub-groyp 03 (Note 7)
4.5.16 Ipduced flammability (for
information only)

Sub-grogp 04 (Note 1)
459 Sealing <\ (-\

Sub-groyp 05

4.4.11 Wajor static arid dynamic
lectrical ¢l @7 risfics
t room tempe 2:(6\

Sub-groyp 06 ND
4411
lectrical char:
t
Group 1 Sequenc\ew\>) (Note 2)
Initial asurements D/ND 4.4.11: Sub-group 05
456 ibrations, swept frequency
and
4.5.7 Acceleration, steady state
or (Note 3)
455 Shocks and
4.5.7 Acceleration, steady state
Final measurements 4.59: Sealing
4.4.11: Sub-group 05

For notes, see page 19.
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Tableau 1 (suite)

748-21 © CEI

Numéros des paragraphes D ou - , . Exigences
Essais et séquep:lces d’Zssais ND Conditions d'essais de contrble
Groupe 2 D
Mesures initiales 4.4.11: Sous-groupe 05
4.5.11 Résistance a la chaleur de soudage
4.5.15.2 Résistance aux solvants (Note 7)
458 Variation de température
453 Essai continu de chaleur humide
(Note 4)
MeFures fimales 4-5-0—FEtanchéité-(Nete—1)
4.4.11: Sous-groupe 05
4.3.2: Examen visu
et exame é%}e\
Groupe 3 (Note 5) D

4.5910 Soudabilité
4.812 (Note 1) Traction
(Note 3) Pliage (fil rond ou
fil plat)
Mesures finales
ou (Note 3)
4.8.10 Soudabilité
4.8.12 (Note 1) Traction

(Note 3) Pliage (rangée)
(Note 2) Poussée
Masures finales

anchéité (Note 1)

Etanchéité (Note 1)

bupe 4

2 Froid

>.4.1 1: Sous-groupe 05
Température: ..... °C

Température: ..... °C
4.4.11: Sous-groupe 05

Grpupe §
Mgsures initiales
4814

Mgsures finaje

Gri

Magsures initiales

4.5,

4.8.1 Stockage a hau ératuce
Mdsures finalzs/x

4]

4.4.11: Sous-groupe 05

4.4.11: Sous-groupe 05

NOTES

1 Circuits a cavité seulement.

2 Conditions de montage prescrites par la spécification particuliére.

3 La spécification particuliére doit donner option utilisée.

4

5 L'utilisation des circuits terminés et rejetés au contrdle électrique est autorisée.
6

Pour le niveau d'assurance K: approbation provisoire aprés 1 000 h;

approbation définitive aprés 2 000 h.

7 Applicable aux circuits utilisant un matériau organique pour {'encapsulation.

La spécification particulidre peut omettre l'essai de chaleur humide pour les circuits non encapsulés.
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Table 1 (continued)

Clause numbers, tests D or " Inspection
and test sequences ND Test conditions requiremeénts
Group 2 D
Initial measurements 4.4.11: Sub-group 05
4.5.11 Resistance to soldering heat
4.5.15.2 Resistance to soilvents (Note 7)
458 Change of temperature
453 Damp heat, steady state
Note 4) '

Final meagurements 459 Sealing (Nota 1)

4.411: Sub-group 05

4.3.2: External visual

examination and(rﬁi ing

Group 3 (Note 5) D

4510
4512

Bolderability
Note 1) Tensile
Note 3) Bending (wire or strip)

r (Note 3)

Final meaEurements
olderability

4.5.10
45.12 Note 1) Tensile

Note 3) Bending (row)
Note 2) Thrust

Final meajsurements

Group 4
Initial megsurements
452 Cold

Sub-group 05

Group §
Initial measurements
4514 8

Final measurements

%\i
o )
\\ 4.4
( Temiperature: ..... °C
451 torage at high terqperatu Temperature. ..... °C
Final me surements@ 4.4.11: Sub-group 05
NS

4.4.11: Sub-group 05

4.4.11: Sub-group 05

NOTES

-

Cavity circuits only.

» 0 »h O N

Mounting conditions as prescribed by the detail specification.

The detalil specification shall prescribe which option is to be used.
The detail specification may omit the damp heat test for encapsulated circuits.
Use of completely processed electrical rejects is permitted.

In assessment level K: provisional approval after 1 000 h;

detinitive approval after 2 000 h.

7 Applicable to circuits having organic material used for encapsulation.
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3.2.2 Contrdle de la conformité de la qualité
3.2.2.1 Formation des lots de contréle

Un lot de contréle doit étre composé de circuits associables (voir paragraphe 3.1).
L'essai de sélection (si exigé) s’applique a tous les circuits a livrer aux clients.

Pour le contréle lot par lot les échantillons doivent étre issus de la production d'une
semaine, ou de toute période déclarée par le fabricant avec une limite maximale d’un
mois.

3.202.2 Essais

sp4cification particulidre cadre applicable.

ool

Da

séries complétes des essais spécifiés sont exigée

«U

L'h e pas le
no]El bre total
de
3.3 Niveat<§’a

ou les niv ableau 2

cification
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3.2.2 Quality conformance inspection
3.2.2.1  Formation of inspection lots

An inspection lot shall consist of structurally similar circuits (see subclause 3.1 ).
Screening (if required) applies to all circuits intended for release to customers.

For A and B tests, the sample shall be collected from one week’s production, or such other
period as declared by the manufacturer up to a maximum of one month.

3.2.2.2 Tests

The test [schedules for the lot-by-lot and the periodic tests are presg
blank defail specification.

The complete series of tests specified are required for the mair
approvalof circuits covered by one detail specification.

The testq in each group shall be carried out in the orde

"One detpctive device” is counted when
of the tegts of a group.

The appfoval is maintained when the num >
specified number of permls ble defective 3 of

3.3 Assessment leyels
The asséssment lez

(For the {est sched

W.

The asst ail

specificati
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Tableau 2 - Niveaux d’assurance et critéres d’acceptation pour 'homologation

Dans ce tableau:

n = effectif de I'’échantillon

¢ = critére d’acceptation (nombre de dispositifs défectueux autorisés).

Groupe ou sous—groupe

Niveau d'assurance

de contréle du tableau 1 K L M
n c n c n c
o
01 100% | (Note 3) - <\ \ -
02a 75 (Note 1) 2 |64 (Note 1) S\ 2
02b 8 1 8 1\ 8 1
03 (pour information 2 - 2 \) 2 -
uniquement) (\ /\ \
N\
04 39 1 13
05 71 (Note 1 1 \2\ {Not 1 39 2
06 26 1 13 1 8
N
1 \) 8 1 -
2 (Note 2) 13 10 1 8
2 1 8 2
1 8
13 1
t 8tre\réduit en fonction du nombre des circuits qui ne sont pas nécessaires lofsque les

Selon la spécification particuliére.
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Table 2 - Assessment levels and acceptance criteria for qualification approval

In this table:

= sample size
¢ = acceptance criterion (permissible number of defective devices).

Assessment lovel
Inspection group or
sub-graup of table 1 K L M
n c

0 100 % (Note 3)

0Ra 75 (Note 1) 2

opb 8 1

0B (for information 2 -

oply)

0 39 1

71 (Note 1) 2

1 - -

4 (Note 2) 8 1

3 8 1 2

4 8 1

§ 13 1
NOTES
1 his reduced by the relevant number of circuits which are not needed when the test in
Group 1 is notequire
2 minimum of ireuits shall be used for each solvent specified.
3 ¢eording to the detail specification.
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Tableau 3 - Niveaux d'assurance et critéres d’acceptation
pour le contrdle de la conformité de la qualité

Tableau 3A - Essais lot par lot & effectuer par échantillonnage

Dans ce tableau:

NC = niveau de contrdle.
NQA = niveau de qualité acceptable.
Les numéros des paragraphes correspondent & la section 4 de la spécification

rgeneTique:

A\ N
Niveau%{as&{r co

& \\ \> M

Sélection (voir tableau 4) Exigé /\& \%M Non gxigé

NC ( NQA \Q \pkA NC NQA

Spus-groupe A1 1 | 2,5 I 2,5
413.2 Examen visuel externe et

examen du marquage

Groupe ou sous-groupe de contrble

-

bus-groupe A2
4.11 Caractéristiques/électriques

statiques et dynamiques pri
a la température ambjante

bus-group@ 1 - - - -
4.11 Caractéristique

statiqu

Wne en

Spusgrodpe NO Y% s3 2,5 s3 2,5 ) 2,5
41510 abili

Sous-grw sS4 1 sS4 1 s4 1
413.3 \_Dimensioris

>0

bl )
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Table 3 - Assessment leveis and acceptance criteria
for quality conformance inspection

Table 3A - Lot-by-lot tests to be conducted on a sampling basis

In this table:

IiL = inspection level.
AQL = acceptable quality level.

Clause numbers refer to section 4 of the generic specification.

RN

Assessment |ex<l \

Inspectioh group or sub-group \
K L<\ \ %
Screening (see table 4) Required W\ t required
iL AQL (117 \AQL\ L AaL
Sub-group A1 Il I C 2, 1 2,5
43.2 ternal visual examination
ahd marking

Sub-group A2 " ( Ss\> 0,4 0 1
4.4.11 Major static and dynam]

lectrical characteristics

room temperatur#\ C

Sub-group A3 <> 4 1 - - - -
4.4.11 Major static ahd'd

lectrical chara;

t extreme operati

t mperat}Q

Sub-gro;p \ \/ s8 2,5 s3 2,5 s3 2,5
45.10 erabili \
Sub-groyp B2 84 1 S4 1 S84 1
43.3 Dimensions
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Tableau 3B - Essais périodiques & effectuer par échantillonnage

Dans ce tableau:

p = périodicité (en mois)

n = effectif de 'échantillon

¢ = critére d’acceptation (nombre de dispositifs défectueux autorisés)

Les numéros de paragraphe correspondent a la section 4 de la spécification générique.

Gloupe ou sous-groupe de contrdle
K L A M
Ja
P n c <\\c\ P \ c
Sdus-groupe C1 6 | 20 13 1 @ 8 1

1
4.4.11 Caractéristiques électriques <
statiques et dynamiques principales
aux températures extrémes de L
fonctionnement m

NS
4

Squs-groupe C2 Séquence (Note 1) (Not 6 QI 0
4|5.6 Vibration, balayage de la fréqueqce

et \
4.5.7 Accélération constante

ou (Note 3)

12 10 |12} 12 8 112

N

.B.11 -Résistance &
K182 Ré“ﬂ be 2
45.8 \Variatior

> 0n

:us-group\e@
5.14\_Endurance’ 1000 h - - - 6 20 1 6 18 1

Endurance: 2 000 h (Note 6) 6 20 1 - - - - - -

Sous-groupe D2 Séquence (Note 5) 12 13 1 12 10 1 12 8 1
4.5.12 (Note 1) Traction
(Note 3) Pliage (fil rond ou fil plat)
ou (Note 3)
(Note 1) Traction
(Note 3) Pliage (rangée)
(Note 2) Poussée

4.5.16 Inflammabilité induite (Note 7) 12 2 - 12 2 - 12 2 -
(pour information seulement)

Pour les notes voir la page 18.
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